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(57) Ziel der Erfindung ist eine optimale Anordnung zur Eigenschaftsbestimmung von Spanplatten mittels der
radioaktiven Absorptionsanalyse, wobei die Eigenschaftsbestimmung im On-line-Betrieb vorgenommen wird und der
herstellungsseitigen Beeinflussung der Platteneigenschaften im Echtzeitbetrieb dient. ErfindungsgemaR wird ein
definierter Luftspalt zwischen jeweils zwei sich beriihrenden und die MeBstrecke durchlaufenden Spanplatten
erzeugt. Die Erfindung ist in der Spanplattenindustrie anwendbar.
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Patentanspruch:

Anordnung zur Eigenschaftsbestimmung von Spanplatten mittels Anwendung der radioaktiven Absorptionsanalyse bei im
Durchlauf befindlichen Spanplatten, gekennzeichnet dadurch, daf3 sich zwei mit einem Zwischenspalit an den sich bertthrenden
Schmalflichen in die radioaktive MeRBstrecke eingebrachte Spanplatten mit einem spezifischen Andruck an den bezeichneten
Schmalfidchen von 2 - 10™*MPa bis 5 - 10"2MPa so beriihren, daB der Abstand der mittleren Schmalflachen der Spanplatten
0,10mm bis 3,00mm betragt.

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Eigenschaftsbestimmung von Spanplatten hinsichtlich deren elastomechanischer
Eigenschaftswerte, wobei die Eigenschaftsbestimmung im On-line-Betrieb vorgenommen wird und Grundlage fiir die
herstellungsseitige Beeinflussung der Dickenparameter im Echtzeitbetrieb ist.

Charakteristik der bekannten technischen Losungen

Die Qualititskontrolle produzierter Spanplatten unmittelbar nach Entnahme aus der Spanplattenpresse erfolgt gemaR den
bekannten technischen Ldsungen entweder durch stichprobenartige Probennahme aus dem Spanplattenmaterial und
anschlieBende Priifung der Proben oder durch die vergleichsweise effektivere zerstGrungsfreie Priifung der ganzen Platte. Fiir
die stets indirekt vorgenommene Eigenschaftsbestimmung unterschiedlicher Eigenschaftswerte an der ganzen Platte werden
Kriterien wie beispielsweise die Plattendurchbiegung, die Schallaufzeit einer in Schwingungen versetzten Platte oder die
Reflexionsintensitét eines Laserabtaststrahles herangezogen. Ein besonders wichtiger Eigenschaftswert einer Spanplatte ist die
Flachemasse. Sie 1aRt sich bekanntermaBen mittels mathematisch/physikalisch oder émpirisch gewonnener Zusammenhiange
direkt in solche elastomechanischen Materialkennwerte wie den E-Modul oder die Biegefestigkeit des Werkstoffes Gberfiihren.
Ein sehr rationelles Verfahren der indirekten Flichenmassebestimmung von diskontinuierlich produzierten Spanplatten mittels
radioaktiver Isotopendurchstrahlung wurde bereits in der unter dem Aktenzeichen WP G 01 B/264 2886 beim AfEP der DDR
registrierten Patentanmeldung vorgeschlagen, wo die ermittelte Fldichenmasse als eine AusgangsgroRe fiir die Errechnung der
sog. Spanplattenkaschierfahigkeit benutzt wird. Hierbei befinden sich (iber der unmittelbar auf der Spanplattenpresse
kommenden, im Durchlauf befindlichen zu priifenden Spanplatte eine radioaktive Strahlungsquelle und auf der Plattenunterseite
ein entsprechend angeordneter Strahlungsempfinger. GemaB der unterschiedlichen Strahlungsabsorption in Plattenbereichen
unterschiedlicher Fldichenmasse werden diese iber angeschlossene Verstérker- und Wandlersysteme zwecks nachfolgender
Plattensortierung angezeigt.

Diesem Verfahren haftet als wesentlicher Mangel an, daf8 der in die Strahlungszone einlaufende Randbereich einer jeden
Spanplatte mit einer Flache von jeweils 300mm X Plattenbreite bis 750mm = Plattenbreite der Flachenmassebestimmung
unzugénglich bleibt, da} sich die Eigenschaftsbestimmung der Spanplatten foiglich auf 80% bis 90% ihrer Gesamtfléache
reduziert und daf’ dabei vor allem der toleranzintensive Plattenrandbereich mef3technisch zum groBen Teil nicht erfaBt wird. Der
Grund hierfiir ist der jeweils zwischen zwei aufeinanderfolgenden, durchiaufenden Spanplatten befindliche, verfahrensgemafi
erforderliche Luftspalt, da sich ndmlich das eingesetzte Strahler-Empfanger-System bei extremen und sprunghaften Differenzen
in der Absorptionsintensitdt— wie sie bei der Durchstrahlung des Spanplattenmaterials einerseits und bei der nachfolgenden
Durchstrahlung des Luftspaltes zwischen jeweils zwei Spanplatten andererseits auftreten — auf die eingetretenen Bedingungen
mit einer bestimmten Einschwingzeit einstellt, bevor vom Empfénger auswertbare Signale abgegriffen werden konnen, d. h. die
Tréagheit des Gesamtsystems beziiglich der Mediendnderung Spanplatte—Luftspalt—Spanplatte flhrt zu einem erheblichen
qualitativen und quantitativen Verlust am verfligbaren Mef3datenumfang. ’

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, im Spanplattenproduktionsprozef? eine rationelle Bewertung der elastomechanischen Eigenschaften
der erzeugten Spanplatten in insgesamt guter Qualitét zu erreichen.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die elastomechanischen Eigenschaftswerte von im Durchlauf befindlichen
Spanplatten mittels Anwendung der radioaktiven Absorptionsanalyse mit minimalem MeRdatenverlust insbesondere in den
Plattenrandbereichen zu erfassen.

ErfindungsgemaR beriihren sich zwei mit einem Zwischenspalt an den Schmalflachen in die radioaktive MeRstrecke
eingebrachte Spanplatten mit einem spezifischen Schmalfiachenandruck von 2 - 107*MPa bis 5 - 10~2MPain der Weise, da® sich
die beiden mittleren Spanplattenschmalfldchen im Abstand von 0,10 mm bis 3,00mm befinden, wobei die mittlere
Spanplattenschmalflache gemaf der Rauhtiefe der Schmalflache diejenige Fliche ist, die sich zwischen der durch den héchsten
Punkt des Oberflachenanschnittes festgelegten Huilflache und dem tiefstgelegenen Punkt des Bezugsbereiches festgelegten
Grundflache der Spanplattenschmalfldche befindet und bei welcher der vom Werkstoffbereich Giber ihr eingenommene Raum
bis zur Hullflache gleich dem werkstofffreien Raum bis zur Grundflache unter ihr ist.

Die Funktion der Erfindung ist folgende. Die der Spanplattenpresse entnommenen verpref3ten Spanplatten werden einer
Langsfordereinrichtung derart zugefiihrt, daf sich eine jede einzeine Spanplatte in Bertihrung zu den beiden mit den
Schmalflachen angrenzenden Platten befindet. In dieser Weise passieren die Spanplatten eine MeBstrecke der radioaktiven
Absorptionsanalyse, wobei zumindest zum Zeitpunkt des Durchlaufes eines zwischen zwei Spanplatten befindlichen Spaltes
durch die MeRstrecke im betreffenden Spalt — vorzugsweise durch eine besondere Steuerung des Plattenvorschubes — ein
spezifischer Schmalflachenandruck in angegebener Hohe erzeugt wird. Es wurde gefunden, daR durch einen soichen Andruck
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im Zusammenhang mit den Spanplattenmaterialeigenschaften und dem Oberflachenzustand der Schmalflachen ein Abstand
der mittleren Spanplattenschmalflichen von 0,10 mm bis 3,00 mm eingehaiten werden kann und daR ein derartiger Abstand der
mittleren Spanplattenschmaiflachen dazu geeignet ist, beim Durchlauf eines Luftspaltes durch die radioaktive MeBstrecke im
Empfingerelement einen zur Unterscheidung einzeirier Platten erforderlichen Peak der registrierten Strahlungsintensitéat
auszuldsen, den Peak jedoch soweit zu begrenzen, daf die Wiedereinschwingzeit des Strahler-Empfanger-Systems auf das
Medium Spanplatte nach erfolgter Registrierung eines Spaltes zwischen jeweils zwei Spanplatten auf ein Minimum reduziert
wird.

Ausfiihrungsbeispiel

Die Erfindung ist nachstehend an einem Ausfiihrungsbeispiel néher erlautert.

Unmittelbar nach dem Pressen werden Spanplatten einer Spanplattenférderungsvorrichtung mit Rollentransport und einer
Férdergeschwingkeit von 30 m pro Minute bis 50 m pro Minute zugefiihrt. Die Spanplatten werden dabei dicht an dicht aufgelegt
und gefordert. Sie durchlaufen auf diese Weise eine MeRstrecke der radioaktiven Absorptionsanalyse, wo sich liber dem
Spanplattenmaterial eine radioaktive Strahlungsquelle und unter dem Spanplatten material ein entsprechend angeordneter
Strahlungsempfinger befinden. Das Spanplattenmaterial wird von der radioaktiven Strahlung durchstrahit. Vom Empfanger
wird eine der Plattenflichenmasse proportionale Strahlungsintensitat aufgenommen, die nachfolgend einer Datenaufbereitung
mit dem angestrebten Ergebnis eines errechneten E-Moduls und einer errechneten Biegefestigkeit zugefihrt wird. Wird die
MeRstrecke von einem Spalt zwischen jeweils zwei Spanplatten durchlaufen, so ergibt sich im Strahlungsempfénger ein Peakin
der registrierten Strahlungsintensitit, der die rechnerseitige Unterscheidbarkeit der einzeinen Platten gewahrleistet. Um die
Wiedereinschwingzeit des Strahler-Empféinger-Systems auf das Medium Spanplatte nach erfolgter Registrierung eines Spaltes
zwischen jeweils zwei Spanplatten auf ein Minimum zu begrenzen, wird ein Abstand der beiden mittieren
Spanplattenschmalflachen zweier im MeBstreckendurchlauf befindlicher Spanplatten von 0,1 Omm bis 3,00 mm eingehalten. Ein
solcher Abstand ergibt sich, wenn zwischen den beiden sich beriinrenden Schmalfldchen der betreffenden Spanplatten ein
spezifischer Andruck von 5 - 10"*MPa erzeugt wird. Er wird in der Weise erzeugt, daB die der Strahlungszone nachgeordneten
Rollen der Rollentransporteinrichtung definiert gebremst werden. Bei einer derartigen Anordnung ist gewéhrleistet, daf’ 98%
des Spanplattenmaterials einer MeBwerterfassung zugénglich ist.
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